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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein streifenför-
miges, elektrisches Kontaktelement (1) zur elektrischen Be-
rührungskontaktierung eines elektrischen Prüflings (47) ins-
besondere Wafers, mit einem prüflingsfernen Endbereich (2)
und einem prüflingsnahen Endbereich (3), wobei der prüf-
lingsferne Endbereich (2) mit dem prüflingsnahen Endbe-
reich (3) über mindestens eine insbesondere bogenförmige,
biegeelastische Lamelle (4) verbunden ist und der prüflings-
nahe Endbereich (3) mit einer Kontaktspitze (5) für die Be-
rührungskontaktierung versehen ist. Dabei ist vorgesehen,
dass das Kontaktelement (1) in Mikrosystemtechnik (MEMS
= Microelectromechanical Systems) hergestellt ist, dass der
prüflingsnahe Endbereich (3) einen seitlich zu der Kontakt-
spitze (5) liegenden Ausleger (11) aufweist, der – im nicht
berührungskontaktierten Zustand des Kontaktelements (1) –
mit oder ohne Spiel einem von dem prüflingsfernen Endbe-
reich (2) ausgehenden Stützelement (8) derart gegenüber-
liegt, das sich während der ein Durchbiegen der Lamelle
(4) bewirkenden Berührungskontaktierung der Ausleger (11)
am Stützelement (8) zur Verlagerung, insbesondere Verkip-
pung, des prüflingsnahen Endbereichs (3) und damit ein-
hergehender seitlichen Bewegung der Kontaktspitze (5) ab-
stützt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein streifenförmiges,
elektrisches Kontaktelement zur elektrischen Berüh-
rungskontaktierung eines elektrischen Prüflings, ins-
besondere Wafers, mit einem prüflingsfernen End-
bereich und einem prüflingsnahen Endbereich, wo-
bei der prüflingsferne Endbereich mit dem prüflings-
nahen Endbereich über mindestens eine sich bei
der Berührungskontaktierung in eine Vorzugsrich-
tung biegende, biegeelastische Lamelle, insbesonde-
re bogenförmige Lamelle, verbunden ist und der prüf-
lingsnahe Endbereich mit einer Kontaktspitze für die
Berührungskontaktierung versehen ist.

[0002] Ein elektrisches Kontaktelement der
eingangs genannten Art ist aus der
DE 10 2008 023 761 A1 bekannt. Derartige Kontak-
telemente werden von einem Kontaktelementhalter
gehalten und dienen dazu, mit einem Endbereich ei-
nen elektrischen Prüfling durch Berührung zu kontak-
tieren und mit einem anderen Endbereich mit weite-
ren Teilen einer elektrischen Prüfeinrichtung in Kon-
takt zu stehen, sodass zum Prüfling Prüfstromwege
hergestellt werden können, um den Prüfling auf ein-
wandfreie elektrische Funktion zu testen. Die Prüfung
erfolgt vorzugsweise bei typischen Testtemperatu-
ren, insbesondere auch hohen Testtemperaturen (ca.
150°C). Bei diesen hohen Temperaturen kommt es
besonders häufig zur Bildung von Oxidschichten, die
die elektrische Berührungskontaktierung negativ be-
einflussen, möglicherweise sogar verhindern, da die
Oxidschichten nicht oder nur geringfügig elektrisch
leitfähig sind. Bei dem genannten, bekannten Kon-
taktelement ist ein Endbereich von diesen mit einer
Neigung versehen, die entgegengesetzt zum Bogen-
verlauf von Lamellen des Kontaktelements ausgebil-
det ist. Der Endbereich wird in einem Führungsloch
einer Führungsplatte des Kontaktelementhalters ge-
führt. Beim Aufsetzen des Kontaktelements auf den
Prüfling und dem damit einhergehenden Einfedern
des Kontaktelements (Biegen der Lamellen) führt der
genannte Endbereich eine Kippbewegung aus, die
in Bezug auf die Berührungskontaktierungsstelle als
eine Kratzbewegung in Erscheinung tritt. Hierdurch
wird der elektrische Kontakt zum Prüfling verbessert,
auch wenn die Kontaktfläche verschmutzt ist und/
oder eine Oxidschicht aufweist. Obwohl sich das be-
kannte elektrische Kontaktelement bewährt hat, ist es
dennoch in Hinblick auf eine reproduzierbare Über-
windung von Verschmutzungen und Oxidschichten
verbesserungswürdig.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
elektrisches Kontaktelement der eingangs genann-
ten Art anzugeben, das eine besonders niederohmi-
ge Berührungskontaktierung ermöglicht, einfach her-
stellbar ist und besonders kleine Kontaktabstände zu-
lässt. Ferner soll das elektrische Kontaktelement be-
sonders robust sein und trotz der filigranen Lamel-

lenausbildung bei Belastung nicht zu hohe mecha-
nische Spannungen erleiden, die zu einer Beschädi-
gung, beispielweise zu Kerbrissen, führen können.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das elektrische Kontaktelement
in Mikrosystemtechnik (MEMS = Microelectromecha-
nical Systems) hergestellt ist, insbesondere in LI-
GA-Technik, dass der prüflingsnahe Endbereich ei-
nen seitlich zu der Kontaktspitze liegenden Ausle-
ger aufweist, der – im nicht berührungskontaktierten
Zustand des Kontaktelements – mit oder ohne Spiel
einem von dem prüflingsfernen Endbereich ausge-
henden Stützelement derart gegenüberliegt, dass
sich während der das Biegen der Lamelle bewir-
kenden Berührungskontaktierung der Ausleger am
Stützelement zur Verlagerung, insbesondere Verkip-
pung, des prüflingsnahen Endbereichs und damit ein-
hergehender seitlichen Bewegung der Kontaktspit-
ze abstützt. Durch die Anwendung der Mikrosys-
temtechnik lässt sich das Kontaktelement mit kleins-
ten Abmessungen realisieren, sodass eine Vielzahl
dieser Kontaktelemente gleichzeitig und mit gerin-
gem Abstand zueinander den Prüfling, insbesonde-
re Wafer, kontaktieren können. Auch ist es aufgrund
der Mikrosystemtechnik möglich, feinste Konstruk-
tionsstrukturen an dem Kontaktelement mit höchs-
ter Präzision zu realisieren. Ferner führt die An-
wendung der Mikrosystemtechnik zu einer Kosten-
ersparnis, da insbesondere ein geringer Verbrauch
an Werkstoffen vorliegt und eine Parallelfertigung
vieler Bauteile gleichzeitig erfolgen kann. Das er-
findungsgemäß angewendete Verfahren der Mikro-
systemtechnik zur Herstellung des Kontaktelements
beinhaltet insbesondere folgende Möglichkeiten für
sich allein oder in Kombination: LIGA, Nassche-
misch-Ätzen, Laserschneiden und/oder Trockenät-
zen („Bosch-Prozess”). Durch die Ausbildung des
Auslegers und des Stützelements an dem Kontak-
telement sind kontaktelementinterne Konstruktions-
merkmale geschaffen, die beim Berührungskontak-
tieren eine Verlagerung der Kontaktspitze in seitli-
cher Richtung bewirken, wodurch eine hohe Kontakt-
sicherheit geschaffen ist, selbst wenn Schmutz und/
oder Oxidschichten vorhanden sind. Da die genann-
ten Konstruktionsmerkmale dem Kontaktelement sel-
ber angehören und dieses in der Mikrosystemtech-
nik hergestellt ist, können die Konstruktionsmerkma-
le hochpräzise gefertigt werden, wodurch eine repro-
duzierbare, präzise Funktionsweise mit extrem hoher
Zuverlässigkeit realisiert ist. Setzt die Kontaktspitze
zu Beginn der Berührungskontaktierung auf den Prüf-
ling auf und wird dann der Kontaktdruck im Zuge der
Durchführung der Berührungskontaktierung erhöht,
so biegt sich die mindestens eine Lamelle federnd
durch. Dies führt dazu, dass der Ausleger des prüf-
lingsnahen Endbereichs gegen das Stützelement tritt
oder weiterhin dort anliegt, wobei das Stützelement
– wie der Name sagt – in Richtung des Gegenein-
andertretens dieser Bauteile entsprechend starr aus-
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gestaltet ist und vom prüflingsfernen Endbereich des
Kontaktelements ausgeht. Durch das Abstützen des
Auslegers am Stützelement und durch die seitliche
Anordnung des Auslegers zu der Kontaktspitze führt
der Berührungskontaktierungsvorgang zu einem Ver-
lagern, insbesondere Verkippen, des prüflingsnahen
Endbereichs (die mindestens eine biegeelastische
Lamelle lässt dies zu), mit der Folge, dass die Kon-
taktspitze, die sich am Endbereich befindet, die er-
wähnte seitliche Bewegung durchführt, was zu einer
Kratzbewegung auf dem Prüfling führt. Man spricht
hier von einem sogenannten Scrub-Effekt. Die min-
destens eine Lamelle ist biegeelastisch und biegt sich
bei der Berührungskontaktierung in eine Vorzugsrich-
tung. Vorzugsweise ist die Lamelle bereits im nicht-
belasteten Zustand, also wenn keine Berührungskon-
taktierung vorliegt, bogenförmig gestaltet. Dies hat
zur Folge, dass bei der Berührungskontaktierung ein
Biegen der Lamelle in Richtung ihrer Bogenform er-
folgt, d. h., der Bogen verkleinert sich und die Lamelle
hat demzufolge eine Vorzugsrichtung, in die sie „aus-
weicht”. Im Zuge dieser Anmeldung wird der Verlauf
der mindestens einen Lamelle oftmals als „bogenför-
mig” bezeichnet. Unter „bogenförmig” ist im Zuge die-
ser Anmeldung eine Maßnahme zu verstehen, die
dafür sorgt, dass sich die mindestens eine Lamelle
in eine vorgegebene Richtung bei der Kontaktierung
auslenkt. Insofern kann die Lamelle tatsächlich bo-
genförmig ausgebildet sein, jedoch auch dachförmig
oder dergleichen, eine Seite der Lamelle kann gerade
verlaufen, die andere aber zum Beispiel bogenförmig
und/oder dachförmig und so weiter. Insofern ist der in
dieser Anmeldung verwendete Begriff „bogenförmig”
entsprechend der erwähnten Funktion der Lamelle,
nämlich ihr Auslenken, zu verstehen und auszulegen,
insbesondere breit auszulegen.

[0005] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass durch die Abstützung des Ausle-
gers an dem Stützelement ein elektrischer Parallel-
strompfad zu der mindestens einen Lamelle gebil-
det ist. Aufgrund der mindestens einen bogenförmi-
gen, biegeelastischen Lamelle ist die Stromtragfähig-
keit eines derartigen Kontaktelements begrenzt. Ho-
he Prüfströme können daher zu einer Erwärmung des
Kontaktelements, insbesondere der Lamelle, führen.
Da sich der Ausleger bei der Berührungskontaktie-
rung an dem Stützelement abstützt, wird eine elek-
trische Kontaktierung zwischen Ausleger und Stüt-
zelement hergestellt, wobei Ausleger und Stützele-
ment dann den erwähnten Parallelstrompfad bilden,
der parallel zur Lamelle verläuft und daher zu einer
Prüfstromaufteilung durch die Lamelle und durch die-
sen Parallelstrompfad führt, wodurch das erfindungs-
gemäße Kontaktelement eine entsprechend hohe
Stromtragfähigkeit erhält.

[0006] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der prüflingsferne Endbereich mit
dem prüflingsnahen Endbereich über mehrere, bo-

genförmige, insbesondere parallel zueinander ver-
laufende Lamellen verbunden ist. Insbesondere kann
ferner vorgesehen sein, dass alle Lamellen in einer
Kontaktebene liegen. Ferner ist vorgesehen, dass
durch die streifenförmige Ausbildung des Kontaktele-
ments eine eine Plattenebene aufweisende platten-
förmige Gestalt vorliegt, wobei die Plattenebene die
Kontaktelementebene bildet. Insgesamt ist somit ein
streifenförmiges, plattenförmiges Kontaktelement ge-
schaffen, das demzufolge nur eine geringe Dicke ge-
genüber der Breite und der Länge aufweist. Die „Plat-
te” ist eben gestaltet, wodurch die Lamellen und auch
die übrigen Teile des Kontaktelements in der genann-
ten Kontaktelementebene liegen. Die im nicht berüh-
rungskontaktierten Zustand bogenförmig verlaufen-
den Lamellen werden bei der Berührungskontaktie-
rung unter Verkleinerung der Bogenform der Lamel-
len durchgebogen. Durch die ohne Belastung bereits
vorliegende Bogenform ist eine Vorzugsrichtung der
Lamellen bestimmt, in der sie bei Belastung ausbie-
gen. Die Bogenform ist bei allen Lamellen einer Aus-
gestaltung mit mehreren Lamellen gleichförmig, das
heißt, die Bögen weisen alle in dieselbe Richtung. Die
Bögen liegen in der Kontaktelementebene.

[0007] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der prüflingsferne Endbereich von
einem Plattensteg gebildet ist, der quer zu der Läng-
serstreckung der mindestens einen Lamelle verläuft.
Die Lamelle beziehungsweise die parallel zueinander
verlaufenden Lamellen geht/gehen somit von dem
Plattensteg aus. Insbesondere sind die Lamellen alle
gleich lang ausgestaltet.

[0008] Ferner weist der Plattensteg vorzugsweise
ein Endstück auf, das seitlich zu der mindestens ei-
nen Lamelle liegt und vom Endstück geht das Stütz-
element aus. Durch die seitliche Lage des Endstücks
zur Lamelle und das Ausgehen des Stützelements
von diesem Endstück ist eine Nebeneinanderanord-
nung von Stützelement und Lamelle realisiert.

[0009] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Stützelement ein Stützsteg ist, der in Längser-
streckung etwa parallel zu der mindestens einen La-
melle verläuft. Vorzugsweise ist der Stützsteg im We-
sentlichen geradlinig in Bezug auf seine Längserstre-
ckung ausgebildet. Die Lamelle hingegen verläuft bo-
genförmig. Gleichwohl soll hier von einem Parallel-
verlauf dieser beiden Bauteile gesprochen werden,
obwohl die Lamelle die Bogenform besitzt.

[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass zum Abstützen des Auslegers am
Stützelement eine Vertiefung-Vorsprung-Verbindung
vorgesehen ist. Die Vertiefung kann am Ausleger
oder am Stützelement und der Vorsprung am Stütz-
element oder am Ausleger ausgebildet sein. Stets ist
realisiert, dass zum Abstützen der Vorsprung in die
Vertiefung eintritt und hierdurch seitlich geführt wird.
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[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Vertiefung der Vertiefung-Vor-
sprung-Verbindung gabelförmig mit zwei Gabelzin-
ken ausgebildet ist. Zwischen diese beiden Gabelzin-
ken tritt der Vorsprung beim Abstützen des Auslegers
am Abstützelement ein und wird insofern geführt.

[0012] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Längser-
streckung des Auslegers unter einem Winkel, ins-
besondere stumpfen Winkel, zur Längserstreckung
des Stützstegs verläuft. Der Stützsteg verläuft –
wie gesagt – parallel zu den Lamellen. Der Ausle-
ger, der dem prüflingsnahen Endbereich angehört,
verläuft vorzugsweise winklig zur Längserstreckung
des Stützstegs, wodurch die erwähnte Verkippung
zur seitlichen Bewegung der Kontaktspitze optimier-
bar ist. Die vorstehend erwähnte Ausgestaltung mit
stumpfem Winkel hat sich als besonders vorteilhaft
herausgestellt, es kann jedoch – nach anderen Aus-
führungsvarianten – auch ein rechter Winkel oder gar
ein spitzer Winkel sein.

[0013] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der prüf-
lingsnahe Endbereich von einem Plattsteg gebildet
ist, der quer zu der Längserstreckung der mindes-
tens einen Lamelle verläuft. Der erwähnte Platten-
steg und auch der jetztgenannte Plattsteg ist somit
jeweils quer zur Längserstreckung der Lamellen an-
geordnet und durch die plattenartige Ausgestaltung
des Kontaktelements nur mit einer entsprechend ge-
ringen Dicke versehen. Insbesondere weist das Kon-
taktelement überall dieselbe Dicke auf.

[0014] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Längserstreckung des Auslegers unter einem
stumpfen Winkel zur Längserstreckung des Platt-
stegs verläuft. Der stumpfe Winkel liegt prüflings-
abgewandt. Die vorstehend erwähnte Ausgestaltung
mit stumpfem Winkel hat sich als besonders vorteil-
haft herausgestellt, es kann jedoch – nach anderen
Ausführungsvarianten – auch ein rechter Winkel oder
gar ein spitzer Winkel sein.

[0015] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Plattsteg in Richtung seiner Längserstre-
ckung eine Länge aufweist und dass sich die Kontakt-
spitze auf Höhe der halben Länge oder etwa auf Höhe
der halben Länge des Plattstegs befindet. Es wurde
bereits erwähnt, dass der Ausleger seitlich zur Kon-
taktspitze liegt. Durch die Lage auf Höhe der halben
Länge oder etwa auf Höhe der halben Länge wird die-
se Angabe nunmehr präzisiert. Alternativ kann auch
vorgesehen sein, dass sich die Kontaktspitze außer-
halb der halben Länge, also entweder in Richtung auf
den Ausleger oder weg vom Ausleger verschoben am
Plattsteg befindet. In einem solchen Falle liegt also
eine Asymmetrie in Bezug auf die Lage der Kontakt-
spitze zur Längserstreckung des Plattstegs vor.

[0016] Es ist vorteilhaft, wenn der Plattensteg an sei-
nem dem Endstück gegenüberliegenden Ende eine
Endzone aufweist, von der ein Haltearm ausgeht, der
parallel oder etwa parallel zum Stützelement, insbe-
sondere Stützsteg, verläuft. Hierdurch werden die La-
mellen somit auf einander gegenüberliegenden Sei-
ten einerseits mittels des Stützelements und ande-
rerseits mittels des Haltearms flankiert. Ferner er-
möglichen Haltearm und Stützelement ein Einsetzen
des Kontaktelements in einen Durchbruch einer Füh-
rungsplatte. Dabei bleibt die mindestens eine Lamel-
le in Richtung ihrer Durchbiegung frei beweglich.

[0017] Es ist vorteilhaft, wenn das Stützelement und/
oder der Haltearm an einer Außenkante beziehungs-
weise den Außenkanten eine beziehungsweise je-
weils eine Stufenkontur aufweist/aufweisen. Die Stu-
fenkontur führt im prüflingsnahen Bereich des Kon-
taktelements zu einer geringeren Breite als im prüf-
lingsentfernter liegenden Bereich. Der schlankere
Bereich kann in den erwähnten Durchbruch der Füh-
rungsplatte eingesteckt werden. Die Stufe bezie-
hungsweise Stufen der Stufenkontur begrenzen die
Einstecktiefe. Insofern ist vorgesehen, dass durch
die Stufenkontur ein Einsteckabschnitt ausgebildet
ist, um das Kontaktelement in den Durchbruch der
Führungsplatte einzustecken. Ferner ist dadurch rea-
lisiert, dass die Stufenkontur einen Anschlag für ei-
ne Einsteckbegrenzung des Kontaktelements in den
Durchbruch bildet.

[0018] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Einsteckabschnitt als Einrast-
abschnitt ausgebildet ist. Demzufolge rastet das Kon-
taktelement beim Einstecken in den Durchbruch ein
und ist sicher gehalten. Nur mit erhöhtem Kraftauf-
wand ist ein Herausziehen aus dem Durchbruch mög-
lich.

[0019] Ferner kann vorgesehen sein, dass der Ein-
steckabschnitt als im Reibschluss in den Durchbruch
einsetzbarer Abschnitt ausgebildet ist. Demzufolge
wird das Kontaktelement im Reibschluss im Durch-
bruch gehalten.

[0020] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der prüflingsferne Endbereich
mit einem Berührungskontaktelement, insbesonde-
re elastischen Berührungskontaktelement, verbun-
den ist. Das Berührungskontaktelement wirkt mit ei-
nem Gegenkontakt einer Prüfeinrichtung zusammen,
wobei das Kontaktelement Teil dieser Prüfeinrichtung
ist. Der Gegenkontakt gehört vorzugsweise einem
Kontaktabstandstransformer an, der eine Vergröße-
rung der Kontaktabstände von der vorzugsweise Viel-
zahl von parallel zueinander, insbesondere raster-
artig parallel zueinander liegenden Kontaktelemente
der Prüfeinrichtung bewirkt.
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[0021] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die mindestens eine Stufenkontur als Doppelstufen-
kontur ausgebildet ist, um das Kontaktelement in den
Durchbruch der Führungsplatte definiert weit einzu-
stecken und um das Kontaktelement in einen weite-
ren Durchbruch einer weiteren Führungsplatte einzu-
stecken. Das Kontaktelement wird demzufolge mit-
tels zweier, vorzugsweise parallel mit Abstand zu-
einander liegenden Führungsplatten gehalten. Die
Führungsplatten gehören einem Kontaktelementhal-
ter an.

[0022] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Kon-
taktelement einstückig ausgebildet ist, das heißt, al-
le vorstehend erwähnten Teile des Kontaktelements
sind integriert, sodass ein einteiliges Kontaktelement
vorliegt.

[0023] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Stüt-
zelement durch eine Montage des Kontaktelements
in den Durchbruch der Führungsplatte derart verla-
gert wird, dass es zur Positionierung des prüflings-
nahen Endbereichs seitlich gegen letzteren tritt. Die
mindestens eine filigrane Lamelle hält den prüflings-
nahen Endbereich, wobei aufgrund der feingliedri-
gen Ausbildung die Position dieses Endbereichs von
Kontaktelement zu Kontaktelement variieren kann.
Wird das Kontaktelement in dem Durchbruch der
Führungsplatte montiert, vorzugsweise in den Durch-
bruch eingeschoben, dann beaufschlagt eine Wan-
dung des Durchbruchs das Stützelement und führt –
quer zur Längserstreckung des Stützelements – zu
dessen Verlagerung. Diese Verlagerung führt zu ei-
nem Anlegen des Stützelements an den prüflingsna-
hen Endbereich, mit der Folge, dass dieser nunmehr
eine definierte Position erhält. Damit ist sichergestellt,
dass ein Prüfling punktgenau berührungskontaktiert
werden kann und keine ungewollten Positionsstreu-
ungen bei den Kontaktspitzen der Kontaktelemente
vorliegen.

[0024] Insbesondere ist vorgesehen, dass die min-
destens eine Lamelle zumindest einendig einen An-
schlussbereich zum prüflingsnahen und/oder prüf-
lingsfernen Endbereich aufweist und dass der An-
schlussbereich nach der Methode der Zugdreiecke
ausgebildet ist. Bei dieser Methode der Zugdrei-
ecke erfolgt eine Verrundung des Anschlussbereichs
nach der Methode der Zugdreiecke, die von Profes-
sor C. Mattheck entwickelt wurde (Forschungszen-
trum Karlsruhe in der Helmholz-Gemeinschaft). Mit-
tels der Methode der Zugdreiecke erfolgt eine Ver-
rundung wie in der Natur, wie beispielsweise ein
Baum in seinen Wurzelbereich übergeht, nämlich bo-
genförmig verdickt. Ein derartiger Baumstamm über-
brückt und entschärft die scharfkantige Kerbe, die
er mit der Erdoberfläche bildet durch den Wurzelan-
lauf, der meist windseitig am stärksten ausgeprägt
ist und der wie ein Zugdreieck wirkt. Mit der aus der
Natur übernommenen Methode der Zugdreiecke er-

folgt die Ausbildung des Anschlussbereichs, um ei-
ne besonders stabile Kerbform zu realisieren, sodass
es nicht zu einer Überbeanspruchung der Lamelle
im Anschlussbereich und damit einhergehender Be-
schädigung kommt. Die Methode der Zugdreiecke ist
allgemein dem Fachmann bekannt. Sie wird dennoch
in der Beschreibung dieser Anmeldung erläutert.

[0025] Die Zeichnungen veranschaulichen die Erfin-
dung anhand eines Ausführungsbeispiels, und zwar
zeigt:

[0026] Fig. 1a eine Draufsicht auf ein Kontaktele-
ment,

[0027] Fig. 1b eine Seitenansicht des Kontaktele-
ments der Fig. 1a,

[0028] Fig. 2 das Kontaktelement der Fig. 1a einge-
setzt in einen Kontaktelementhalter einer nicht dar-
gestellten Prüfeinrichtung,

[0029] Fig. 3 einen Abschnitt des Kontaktelements
der Fig. 2 bei einer Berührungskontaktierung eines
elektrischen Prüflings,

[0030] Fig. 4a eine Vergrößerung eines in der
Fig. 1a mit I gekennzeichneten Bereichs des Kontak-
telements,

[0031] Fig. 4b bis Fig. 4e Diagramme zur Erläute-
rung der Methode der Zugdreiecke.

[0032] Die Fig. 1a zeigt ein elektrisches Kontaktele-
ment 1, das in MEMS-Technik (MEMS = Microelec-
tromechanical Systems), bevorzugt LIGA-Verfahren,
hergestellt ist. In Zusammenschau mit der Fig. 1b, die
eine Seitenansicht des Kontaktelements 1 der Fig. 1a
zeigt, wird deutlich, dass das Kontaktelement 1 strei-
fenförmig und von plattenförmiger Gestalt ist. Gemäß
Fig. 1b ist es eben gestaltet, das heißt, es liegt in
einer Plattenebene, die eine Kontaktelementebene
darstellt.

[0033] Das Kontaktelement 1 ist einstückig herge-
stellt, das heißt, alle aus der Fig. 1a ersichtlichen
Bereiche des Kontaktelements 1 sind zusammenge-
hörig in Mikrosystemtechnik erstellt. Das Kontaktele-
ment 1 besteht aus elektrisch leitfähigem Material.

[0034] Gemäß Fig. 1a weist das Kontaktelement 1
einen prüflingsfernen Endbereich 2 und einen prüf-
lingsnahen Endbereich 3 auf. Der Endbereich 2 ist
mit dem Endbereich 3 über mehrere bogenförmige,
biegeelastische Lamellen 4 verbunden. Der Endbe-
reich 3 ist mit einer Kontaktspitze 5 versehen, mit der
eine elektrische Berührungskontaktierung zu einem
elektrischen Prüfling durchgeführt wird (der Prüfling
ist in der Fig. 1a nicht dargestellt). Die einzelnen La-
mellen 4 sind im nicht berührungskontaktierten Zu-
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stand des Kontaktelements 1 bogenförmig gestaltet.
Die Bogenform wird verkleinert, wenn die Lamellen
4 einfedern. Dieses Einfedern erfolgt, wenn die Kon-
taktspitze 5 zur Berührungskontaktierung des Prüf-
lings belastet wird. Die Belastungsrichtung verläuft in
Längserstreckungsrichtung der Lamellen 4.

[0035] Der prüflingsferne Endbereich 2 wird von ei-
nem Plattensteg 6 gebildet, der quer zu der Längser-
streckung der Lamellen 4 verläuft. Der Plattensteg 6
weist ein Endstück 7 auf, das seitlich zu den Lamellen
4 liegt. Von dem Endstück 7 geht ein Stützelement 8
aus. Das Stützelement 8 ist als Stützsteg 9 ausgebil-
det, dessen Längserstreckung parallel oder etwa par-
allel zu den Lamellen 4 verläuft (die Bogenform der
Lamellen 4 wird dabei nicht berücksichtigt).

[0036] Der prüflingsnahe Endbereich 3 des Kontak-
telements 1 wird von einem Plattsteg 10 gebildet, der
quer zu der Längserstreckung der Lamellen 4 ver-
läuft. Vorzugsweise verlaufen Plattensteg 6 und Platt-
steg 10 im nicht berührungskontaktierten Zustand
des Kontaktelements 1 parallel zueinander oder et-
wa parallel zueinander. Der prüflingsnahe Endbe-
reich 3 weist einen Ausleger 11 auf, der seitlich zu
der Kontaktspitze 5 liegt. Die Längserstreckung des
Auslegers 11 verläuft unter einem stumpfen Winkel
zur Längserstreckung des übrigen Bereichs des prüf-
lingsnahen Endbereichs 3, insbesondere zum Platt-
steg 10. Dies hat zur Folge, dass das Ende des Aus-
legers 11 in Richtung auf den Stützsteg 9 weist. Ins-
gesamt resultiert hieraus ferner, dass die Längser-
streckung des Auslegers 11 unter einem Winkel, ins-
besondere einem stumpfen Winkel, zur Längserstre-
ckung des Stützstegs 9 verläuft. Betrachtet man die
Länge des Plattstegs 10 in Richtung seiner Längser-
streckung, so befindet sich die Kontaktspitze 5 etwa
auf Höhe der halben Länge des Plattstegs 10.

[0037] Der Plattensteg 6 weist an seinen dem End-
stück 7 gegenüberliegenden Ende 12 eine Endzone
13 auf, von der ein Haltearm 14 ausgeht, der parallel
oder etwa parallel zum Stützelement 8, insbesondere
Stützsteg 9, verläuft.

[0038] Im aus der Fig. 1a hervorgehenden, nicht be-
rührungskontaktierten Zustand des Kontaktelements
1 weist der Ausleger 11 Spiel 15, also Freiraum, zu
dem Stützelement 8 auf. Zum noch zu erläuternden
Abstützen des Auslegers 11 am Stützelement 8 ist
eine Vertiefung-Vorsprung-Verbindung 16 vorgese-
hen. Diese weist eine Vertiefung 17, die am Stützele-
ment 8 vorgesehen ist, und einen Vorsprung 18, der
vom Ende des Auslegers 11 gebildet ist, auf. Die Ver-
tiefung 17 ist gabelförmig mit zwei Gabelzinken 19
und 20 gestaltet. Wie der Fig. 1a zu entnehmen ist,
ragt der Ausleger 11 in die gabelförmige Vertiefung
17 hinein, wobei jedoch im nicht berührungskontak-
tierten Zustand der Freiraum, also das Spiel 15, vor-
liegt.

[0039] Die Außenkante des Haltearms 14 weist ei-
ne Stufenkontur 21 auf, die als Doppelstufenkontur
22 ausgebildet ist und zwei Stufen 23 und 24 besitzt.
Insbesondere ist vorgesehen, dass die Doppelstufen-
kontur 22 eine geradlinige Kante 25 und eine gerad-
linige Kante 26 besitzt, wobei die beiden Kanten 25
und 26 über die Stufe 24, die einen Anschlag 27 bil-
det, ineinander übergehen. Die Kante 26 geht in eine
abgewinkelte Kante 28 eines schrägen Endstücks 29
des Haltearms 14 über. Insbesondere verlaufen die
Kanten 25 und 26 parallel zueinander.

[0040] Der prüflingsferne Endbereich 2 ist mit einem
Berührungskontaktelement 30 einstückig verbunden,
das im dargestellten Ausführungsbeispiel bogenför-
mig gestaltet ist und im Bereich des Haltearms 14
über die erwähnte Stufe 23 in den übrigen Bereich
des Kontaktelements 1 übergeht. Das Beröhrungs-
kontaktelement 30 ist vorzugsweise in Kontaktierrich-
tung 31 elastisch ausgebildet.

[0041] Auf der Seite des Stützelements 8 ist eben-
falls eine Stufenkontur 32, die ebenfalls als Dop-
pelstufenkontur 33 ausgebildet ist, vorgesehen. Die
Doppelstufenkontur 33 weist in Bezug auf die Außen-
kante des Stützelements 8 eine Stufe 34 und eine
Stufe 35 auf. Hierbei ist eine Kante 36 des Stützele-
ments 8 geradlinig gestaltet und verläuft parallel zur
Kante 25. Die Kante 36 geht über die Stufe 35 in
eine Kante 37 über, die – vom Kontaktelement 1 in
Richtung des in der Fig. 1a nicht dargestellten Prüf-
lings betrachtet – divergierend zur Kante 26 verläuft.
Die Fluchtungsrichtungen der Kanten 37 und 26 sind
durch gestrichelte Linien verdeutlicht, sodass man
die Divergenz dieser beiden Linien erkennen kann.
Insbesondere ist vorgesehen, dass die Stufen 23 und
34 einerseits und die Stufen 24 und 35 andererseits
auf gleicher Höhe in Bezug auf die Längserstreckung
des Kontaktelements 1 zueinander liegen.

[0042] Gemäß Fig. 2 ist das Kontaktelement 1 in ei-
nen nicht näher dargestellten Kontaktelementhalter
38 eingesetzt. Der Kontaktelementhalter 38 weist ei-
ne Vielzahl von Kontaktelementen 1 auf, sodass ein
elektrischer Prüfling gleichzeitig an vielen Punkten
elektrisch berührungskontaktiert werden kann. In der
Fig. 2 ist jedoch nur ein Kontaktelement 1 dargestellt.
Der Kontaktelementhalter 38 weist zwei Führungs-
platten 39 und 40 auf, die parallel beabstandet zuein-
ander liegen. Die Führungsplatten 39 und 40 besitzen
für die Aufnahme des Kontaktelements 1 Durchbrü-
che 41 und 42, die vorzugsweise rechteckig ausge-
bildet sind. Durch die Doppelstufenkonturen 22 und
33 der Außenkanten des Kontaktelements 1 ist ei-
ne Einsteckbegrenzung des Kontaktelements 1 in die
Durchbrüche 41 und 42 realisiert, das heißt, die durch
die Stufen 24 und 35 gebildeten Anschläge 27 und
43 stützen sich auf der Oberseite 44 der Führungs-
platte 39 ab. Entsprechendes gilt für die Stufen 23
und 34 in Bezug auf die Führungsplatte 40. Die An-
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ordnung ist nun so getroffen, dass die Durchbruchs-
wände der Durchbrüche 41 und 42 parallel zueinan-
der verlaufen, dass also der Durchbruch 41 mehrere,
parallel zueinander verlaufende Wände aufweist und
dass der Durchbruch 42 mehrere, zueinander verlau-
fende Wände aufweist, und dass auch die Wände des
Durchbruchs 41 zu den Wänden des Durchbruchs 42
parallel zueinander verlaufen. Demzufolge liegt also
nicht die divergierende Situation bezüglich der Kan-
ten 26 und 37 des Kontaktelements 1 bei den Durch-
brüchen 41 und 42 vor. Dies hat zur Folge, dass beim
Einsetzen des Kontaktelements 1 in den Durchbruch
41 der prüflingsnäherliegende Bereich des Stützele-
ments 8, insbesondere des Stützstegs 9, in Richtung
des aus der Fig. 2 hervorgehenden Pfeils 45 elas-
tisch verformt wird, derart, dass es zur Beaufschla-
gung des Auslegers 11 kommt, das heißt, die Gabel-
zinke 19 legt sich seitlich gegen den Ausleger 11 und
gibt dadurch den Lamellen 4 zusammen mit dem prü-
fungsnahen Endbereich 3 eine konkret definierte, re-
produzierbare Position, wodurch eine entsprechend
konkrete und genaue Position der Kontaktspitze 5 er-
zielt ist. Hierdurch wird eine punktgenaue Kontaktie-
rung des Prüflings ermöglicht. Aus der Betrachtung
der Fig. 2 wird ersichtlich, dass das schräg verlaufen-
de Endstück 29 die mit einem Pfeil 46 gekennzeich-
nete Einsteckbewegung des Kontaktelements 1 in die
Durchbrüche 41 und 42 erleichtert wird, da hierdurch
eine Einführhilfe geschaffen ist.

[0043] Festzuhalten ist also, dass das Kontaktele-
ment 1 in seinem in mindestens eine der Führungs-
platten 39, 40 eingebauten Zustand arbeitsbereit ist.
Dabei berührt der Ausleger 11 das Stützelement 8 be-
reits seitlich, um die genaue Position der Kontaktspit-
ze 5 relativ zu zumindest einem der Durchbrüche 41,
42 sicherzustellen. Erfolgt anschließend eine Kontak-
tierung, so wird der Vorsprung 18 des Auslegers 11
insbesondere gegen den Boden der Vertiefung 17
geschoben, sodass demzufolge die Verkippung des
prüflingsnahen Endbereichs 3 einsetzt.

[0044] Aus den Fig. 1a und Fig. 2 ist deutlich erkenn-
bar, dass der prüfungsferne Endbereich 2 zusammen
mit dem Stützelement 8 und dem Haltearm 14 eine
U-förmige Gestalt aufweist, wobei sich innerhalb des
U die Lamellen 4 befinden und aus der Öffnung des
U's die Kontaktspitze 5 herausragt.

[0045] Die Fig. 3 verdeutlicht eine Berührungskon-
taktierung eines elektrischen Prüflings 47 mittels des
Kontaktelements 1. Es ist lediglich der untere Bereich
des Kontaktelements 1 und es ist auch nur die Füh-
rungsplatte 39 dargestellt. Der Prüfling 47, der insbe-
sondere als Wafer ausgebildet ist, weist eine elektri-
sche Kontaktstelle 48 auf, die mittels des Kontakte-
lements 1 elektrisch zu kontaktieren ist. Hierzu befin-
det sich der Prüfling 47 vorzugsweise auf einem nicht
dargestellten Prüftisch, der gemäß Pfeil 49 in Rich-
tung auf die in der Fig. 3 nur teilweise dargestellte

Prüfeinrichtung 50 verfahrbar ist. Die Prüfeinrichtung
50 weist den Kontakthalter 38 und darin eine Viel-
zahl von Kontaktelementen 1 auf, wobei die Fig. 3
nur ein Kontaktelement 1 wiedergibt. Auch eine wei-
tergehende elektrische Kontaktierung des Kontakte-
lements 1 im Bereich seines Berührungskontaktele-
ments 30 (vergleiche Fig. 2) ist der Fig. 3 nicht zu
entnehmen.

[0046] Wird also – gemäß Fig. 3 – der Prüfling 47
in Richtung des Pfeils 49 dem vom Kontaktelement-
halter 38 gehaltenen Kontaktelement 1 zugeführt, so
trifft die Kontaktspitze 5 auf die Kontaktstelle 48 auf.
In diesem Moment weist das Kontaktelement 1 noch
den Zustand gemäß Fig. 2 auf. Um nun eine gute
elektrische Kontaktierung zu erzielen, wird ein Kon-
taktdruck aufgebaut, indem der Prüfling 47 noch ein
Stück weiter in Richtung des Pfeils 49 dem Kontakt-
element 1 zugeführt wird, so wie dies aus der Fig. 3
ersichtlich ist. Im Zuge dieses weiteren Zuführens
wird der prüflingsnahe Endbereich 3 belastet, derart,
dass die bogenförmig verlaufenden Lamellen 4 wei-
ter durchgebogen werden. Durch eine einhergehen-
de Verlagerung des Endbereichs 3 wird das Spiel 15
(Fig. 1a) aufgebraucht, sodass das Ende des Ausle-
gers 11 gegen die Begrenzung der Vertiefung 17 des
Stützstegs 9 tritt. In dieser Situation nimmt die Kon-
taktspitze 5 eine entsprechende Position auf der Kon-
taktstelle 48 ein. Erfolgt nun eine noch weitergehende
Zuführung des Prüflings 47 in Richtung des Pfeils 49,
so wird sich durch die Abstützung der prüflingsnahe
Endbereich 3 um eine imaginäre Schwenkachse 51,
die in der Vertiefung-Vorsprung-Verbindung 16 liegt,
verlagern, sodass es insbesondere zu einer Verkip-
pung des prüflingsnahen Endbereichs 3 kommt, die
mit einem Pfeil 52 angedeutet ist. Diese Verkippung
führt zu einer seitlichen Bewegung der Kontaktspit-
ze 5 auf der Kontaktstelle 48. Diese Bewegung führt
zur Durchdringung/Entfernung von Verschmutzung,
Oxidationsschichten und so weiter, sodass eine nie-
derohmige elektrische Berührungskontaktierung vor-
liegt. Nach Abschluss der Verkippung ist auch die
Endposition hinsichtlich der Zuführung des Prüflings
47 zu dem Kontaktelement 1 erreicht.

[0047] Das Kontaktelement 1 kann in dem Durch-
bruch 40 und/oder dem Durchbruch 41 im Reib-
schluss gehalten werden. Alternativ ist es jedoch
auch möglich, dass beispielsweise der Stützsteg 9 ei-
nen Vorsprung 53 aufweist, der vorzugsweise gerun-
det ausgebildet ist, sodass sich beim Einstecken des
Kontaktelements 1 in den Durchbruch 41 eine gewis-
se Rastwirkung einstellt. Entsprechende Verhältnis-
se können alternativ beim Durchbruch 42 vorliegen
oder es sind beide Durchbrüche 41 und 42 mittels
Rastvorsprüngen 53 hintergriffen. Der Vorsprung 53
dient als Herausfallsicherung, insbesondere kann es
während der Montage erforderlich sein, die bestück-
te Führungsplatte 39 zu wenden. Ohne Vorsprung 53
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könnte das Kontaktelement 1 herausfallen. Der Vor-
sprung 53 hilft, dies zu verhindern.

[0048] Alternativ zu der Ausgestaltung in den Fig. 2
und Fig. 3 ist es auch möglich, dass das Kontakt-
element 1 nicht in zwei Führungsplatten eingesetzt
ist, sondern nur in eine Führungsplatte, beispielswei-
se nur in die untere, prüflingsnähere Führungsplat-
te. Natürlich sind auch Ausgestaltungen denkbar, bei
denen mehr als zwei Führungsplatten zur Aufnahme
des Kontaktelements 1 verwendet werden.

[0049] Für eine elektrische, prüflingsabgewandte
elektrische Kontaktierung weist das Kontaktelement
1 das Berührungskontaktelement 30 auf, das nicht
zwingend bogenförmig, so wie in den Figuren darge-
stellt, ausgebildet sein muss, sondern auch andersar-
tig gestaltet sein kann, um eine eigene Federwirkung
für einen testerseitigen elektrischen Berührungskon-
takt zu realisieren. Ist ein entsprechend federndes
Berührungskontaktelement 30 vorgesehen, so muss
keine Relativbewegung des Kontaktelements 1 zur
Führungsplatte 39 und/oder 40 erfolgen, um einen
testerseitigen elektrischen Kontakt herzustellen. Al-
ternativ kann jedoch auch vorgesehen sein, dass ins-
besondere kein federelastisches Berührungskontakt-
element 30 vorgesehen ist, sondern dass sich bei der
Kontaktierung des Prüflings das Kontaktelement 1 in
seiner Halterung, insbesondere dem Durchbruch 40
und/oder dem Durchbruch 41 in Richtung Tester ver-
schiebt, bis es dort gegen einen testerseitigen Berüh-
rungskontakt tritt. Beispielsweise kommt es dadurch
zu einem elektrischen Berührungskontakt zwischen
dem Plattensteg 6 und einer entsprechenden tester-
seitigen elektrischen Kontaktstelle. Sobald dies er-
folgt ist, beginnt die mindestens eine Lamelle 4 einzu-
federn. Vorzugsweise besteht bei einer wiederholten
Kontaktierung eines Prüflings dann der Berührungs-
kontakt zum Tester bereits vor dem Kontaktierungs-
vorgang des Prüflings, d. h., eine erneute Verschie-
bung des Kontaktelements 1 insbesondere relativ zur
Führungsplatte 39 und/oder 40 ist also nicht erforder-
lich.

[0050] Aus der vorstehenden Funktionsweise des
Kontaktelements 1 wird deutlich, dass bei einer Be-
rührungskontaktierung des Prüflings 47 die Lamellen
4 auf Biegung beansprucht werden. Dies kann ins-
besondere im Bereich ihrer Wurzeln, also den An-
schlussbereichen 54 (Fig. 4a) zum prüflingsfernen
Endbereich 2 und/oder prüflingsnahen Endbereich 3
zu mechanischen Spannungen führen, die bei unzu-
lässigen Spannungskonzentrationen zu Kerbrissen
oder dergleichen führen können.

[0051] In der Fig. 4a ist ein Anschlussbereich 54 ei-
ner Lamelle 4 verdeutlicht. Der dargestellte Bereich
ist in der Fig. 1a mit I gekennzeichnet. Aus der Fig. 4a
ist erkennbar, dass der Anschlussbereich 54 an bei-
den Seiten der Lamelle 4 gerundet mittels Bögen 55,

56 erfolgt. Die Kurvenform der Bögen 55 und 56 ist –
zur Vermeidung von mechanischen Spannungsspit-
zen – nach der Methode der Zugdreiecke ausgebil-
det. Diese Methode nimmt eine Anleihe an die Natur.
So überbrückt ein Baumstamm zur Entschärfung der
scharfeckigen Kerbe, die er mit der Erdoberfläche bil-
det, durch einen Wurzelanlauf, der wie ein Zugdrei-
eck wirkt. Mit der Methode der Zugdreiecke kann nun
nach dem Vorbild der Natur eine Ausbildung der Bö-
gen 55 und 56 erfolgen, um Materialermüdungen, die
zu Spannungsrissen führen können, zu vermeiden.
Diese Methode wird anhand der Fig. 4b bis Fig. 4e er-
läutert, wobei sie dem Durchschnittsfachmann grund-
sätzlich unter dem Begriff „Methode der Zugdreiecke”
bekannt ist.

[0052] Gemäß Fig. 4b stellt die Linie 57 sozusagen
einen Endbereich 2 oder 3 dar, und die Linie 58 den
geradlinigen Verlauf der Lamelle 4 im Bereich einer
Außenkante. Nunmehr wird ein erstes Dreieck 59 be-
stimmt, das einen Winkel α von 90° und einen Winkel
β von 45° aufweist. Die Größe dieses ersten Dreiecks
59 kann der Fachmann durch Versuche bestimmen.
Er kennt derartige Größen aus der Natur und kann
diese auf die Abmessungen des Kontaktelements be-
ziehungsweise der Lamelle 4 anpassen. Die bei ei-
ner Biegung der Lamelle 4 auftretende Zugrichtung
ist in der Fig. 4b durch den Pfeil 60 dargestellt. Die
Fig. 4c verdeutlicht nochmals das erste Dreieck 59.
In einem weiteren Schritt wird die Hypotenuse des
Dreiecks 59 in zwei gleichgroße Strecken unterteilt,
sodass sich die Strecke 60 ergibt. Mit der Länge der
Strecke 60 wird nunmehr gemäß Fig. 4b um die obe-
re Ecke 61 des ersten Dreiecks 59 ein Kreisbogen 62
geschlagen, wodurch sich der Schnittpunkt 63 ergibt.
Dieser Schnittpunkt 63 wird nunmehr mittels einer
Geraden mit dem Punkt 64 verbunden, der auf der
Hälfte der Hypotenuse des ersten Dreiecks 59 liegt.
Hierdurch ergibt sich ein zweites Dreieck 65. Dies ist
nochmals in der Fig. 4d dargestellt. In entsprechen-
der Weise wird zur Erzeugung eines anschließenden,
weiteren Dreiecks 66 (siehe Fig. 4b und Fig. 4e) vor-
gegangen. Es können weitere Dreiecke folgen, die
jedoch nicht dargestellt sind. Insgesamt ergibt sich
durch die Hypotenuse und Hypertenusenabschnitte
der Dreiecke ein Polygonzug, der verrundet wird, und
schon ist die Hälfte eines Bogens 55 beziehungswei-
se 56 mittels der Methode der Zugdreiecke erstellt.
Die andere Hälfte wird in entsprechender Weise er-
zeugt. Im Hinblick auf die Fig. 4a werden vorzugswei-
se beide Bögen 55 und 56 nach dieser Methode ge-
bildet. Demzufolge weist der Anschlussbereich 54 im
Hinblick auf die Bögen 55 und 56 eine Formgebung
(Kerbform) auf, die mechanische Spannungskonzen-
trationen vermeidet oder minimiert, wodurch eine lan-
ge, defektfreie Lebenszeit der Bauteile erzielt ist.
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Patentansprüche

1.    Streifenförmiges, elektrisches Kontaktelement
zur elektrischen Berührungskontaktierung eines elek-
trischen Prüflings, insbesondere Wafers, mit einem
prüflingsfernen Endbereich und einem prüflingsna-
hen Endbereich, wobei der prüflingsferne Endbereich
mit dem prüflingsnahen Endbereich über mindestens
eine bei der Berührungskontaktierung sich in eine
Vorzugsrichtung biegende, biegeelastische Lamelle,
insbesondere bogenförmige Lamelle, verbunden ist
und der prüflingsnahe Endbereich mit einer Kontakt-
spitze für die Berührungskontaktierung versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktelement
(1) in Mikrosystemtechnik (MEMS = Microelectrome-
chanical Systems) hergestellt ist, dass der prüflings-
nahe Endbereich (3) einen seitlich zu der Kontakt-
spitze (5) liegenden Ausleger (11) aufweist, der – im
nicht berührungskontaktierten Zustand des Kontakt-
elements (1) – mit oder ohne Spiel einem von dem
prüflingsfernen Endbereich (2) ausgehenden Stütz-
element (8) derart gegenüberliegt, das sich während
der das Biegen der Lamelle (4) bewirkenden Berüh-
rungskontaktierung der Ausleger (11) am Stützele-
ment (8) zur Verlagerung, insbesondere Verkippung,
des prüflingsnahen Endbereichs (3) und damit ein-
hergehender seitlichen Bewegung der Kontaktspitze
(5) abstützt.

2.  Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch die Abstützung des Aus-
legers (11) an dem Stützelement (8) ein elektrischer
Parallelstrompfad zu der mindestens einen Lamelle
(4) gebildet ist.

3.   Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
prüflingsferne Endbereich (2) mit dem prüflingsna-
hen Endbereich (3) über mehrere, bogenförmige, ins-
besondere parallel zueinander verlaufende Lamellen
(4) verbunden ist.

4.   Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle
Lamellen (4) in einer Kontaktelementebene liegen.

5.   Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch die streifenförmige Ausbildung des Kontaktele-
ments (1) eine eine Plattenebene aufweisende plat-
tenförmige Gestalt vorliegt, wobei die Plattenebene
die Kontaktelementebene bildet.

6.   Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
prüflingsferne Endbereich (2) von einem Plattensteg
(6) gebildet ist, der quer zu der Längserstreckung der
mindestens einen Lamelle (4) verläuft.

7.   Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Plattensteg (6) ein Endstück (7) aufweist, das seitlich
zu der mindestens einen Lamelle (4) liegt und dass
vom Endstück (7) das Stützelement (8) ausgeht.

8.   Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stützelement (8) ein Stützsteg (9) ist, dessen Läng-
serstreckung etwa parallel zu der mindestens einen
Lamelle (4) verläuft.

9.   Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zum Abstützen des Auslegers (11) am Stützelement
(8) eine Vertiefung-Vorsprung-Verbindung (16) vor-
gesehen ist.

10.    Kontaktelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vertiefung (17) der Vertiefung-Vorsprung-Verbin-
dung (16) gabelförmig mit zwei Gabelzinken (19,20)
ausgestaltet ist.

11.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Längserstreckung des Auslegers (11) unter einem
Winkel, insbesondere stumpfen Winkel, zur Längser-
streckung des Stützstegs (9) verläuft.

12.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
prüflingsnahe Endbereich (3) von einem Plattsteg
(10) gebildet ist, der quer zu der Längserstreckung
der mindestens einen Lamelle (4) verläuft.

13.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Längserstreckung des Auslegers (11) unter einem
stumpfen Winkel zur Längserstreckung des Platt-
stegs (10) verläuft.

14.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Plattsteg (10) in Richtung seiner Längserstreckung
eine Länge aufweist und dass sich die Kontaktspitze
(5) auf Höhe der halben Länge oder etwa auf Höhe
der halben Länge des Plattstegs (10) befindet oder
dass sich die Kontaktspitze (5) außerhalb der hal-
ben Länge, also entweder in Richtung auf den Ausle-
ger (11) oder weg vom Ausleger (11) verschoben am
Plattsteg (10) befindet.

15.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Plattensteg (6) an seinem dem Endstück (7) gegen-
überliegenden Ende (12) eine Endzone (13) aufweist,
von der ein Haltearm (14) ausgeht, der parallel oder
etwa parallel zum Stützelement (8), insbesondere
Stützsteg (9), verläuft.
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16.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stützelement (8) und/oder der Haltearm (14) an sei-
ner Außenkante beziehungsweise seinen Außenkan-
ten eine beziehungsweise jeweils eine Stufenkontur
(21, 32) aufweist/aufweisen.

17.    Kontaktelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch die Stufenkontur (21, 32) ein Einsteckabschnitt
ausgebildet ist, um das Kontaktelement (1) in einen
Durchbruch (41, 42) einer Führungsplatte (39, 40)
einzustecken.

18.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stufenkontur (21, 32) einen Anschlag (43) für eine
Einsteckbegrenzung des Kontaktelements (1) in den
Durchbruch (41, 42) bildet.

19.    Kontaktelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Einsteckabschnitt als Einrastabschnitt ausgebil-
det ist.

20.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Einsteckabschnitt als im Reibschluss in den Durch-
bruch (41, 42) einsetzbarer Abschnitt ausgebildet ist.

21.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
prüflingsferne Endbereich (2) mit einem Berührungs-
kontaktelement (30), insbesondere elastischem Be-
rührungskontaktelement (30), verbunden ist.

22.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Stufenkontur (21, 32) als Doppelstu-
fenkontur (22, 33) ausgebildet ist, um das Kontakte-
lement (1) in den Durchbruch (41,42) der Führungs-
platte (39, 40) einzustecken und um das Kontaktele-
ment (1) in einen weiteren Durchbruch (42, 41) einer
weiteren Führungsplatte (40, 39) einzustecken.

23.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kontaktelement (1) einstückig ausgebildet ist.

24.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stützelement (8) durch eine Montage des Kontakte-
lements (1) in den Durchbruch (41,42) der Führungs-
platte (39, 40) derart verlagert wird, dass es zur Po-
sitionierung des prüflingsnahen Endbereichs (3) seit-
lich gegen letzteren tritt.

25.  Kontaktelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Lamelle (4) zumindest einendig ei-

nen Anschlussbereich (54) zum prüflingsnahen und/
oder prüflingsfernen Endbereich (2, 3) aufweist und
dass der Anschlussbereich (54) nach der Methode
der Zugdreiecke ausgebildet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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